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OBJETIVOS

Sintesis de circuitos combinatorios.

Presentacion de métodos de prueba y diagnéstico de sistemas digitales.

Ensefiar los fundamentos de la teoria y practica de prueba (testing) de circuitos digitales.

Capacitar en resolver una amplia gama de problemas de prueba (testing) no triviales utilizando técnicas
realizables y de costo reducido.

Estudiar los métodos de disefio para prueba (design-for-test) y prueba en el integrado ( system-on-chip
testing).

Comprender las técnicas de hardware tolerante a fallas.

CONTENIDOS MINIMOS

PROGRAMA SINTETICO
1.Sintesis de circuitos combinatorios
2.Simulacion de circuitos légicos
3.Modelado de fallas

4.Simulacién de fallas

5.Deteccion de fallas

6.Disefio para la deteccion de fallas
7.Técnicas de compresion

8.BIST ( built-in-self-test)

9.Técnicas de hardware tolerante a fallas

PROGRAMA ANALITICO

1.Sintesis de circuitos combinatorios

Principios de optimizacion logica. Algoritmos de minimizacion l6gica. El sistema ESPRESSO. Sistemas de
multiples niveles.

2.Simulacion de circuitos légicos
Simulacién. Verificacion de disefios. Modelado de circuitos. Algoritmos de simulacion.

3.Modelado de fallas. Necesidad de modelos.Defectos reales en VLSI. Modelos de fallas. Fallas trabado en.
Equivalencia de fallas. Fallas dominantes. Tipos de fallas trabadas en y fallas multiples. Fallas de transistores

4.Simulacién de fallas. Algoritmos de simulacion: serie, paralelo, deductivo y concurrente.
5.Deteccidén de fallas. Sistemas automaticos de generacién de pruebas. Algoritmos. Generacién al azar.

6.Disefio para la deteccion de fallas. Técnicas directas: puntos de prueba, inicializacién, particionado, l6gica
redundante.

7.Ténicas de compresion. Aspectos generales. Compresion cuentas de uno y transiciones, prueba de paridad,
prueba de sindrome, andlisis de firmas.

8.BIST ( built-in-self-test). Introduccidn a conceptos de BIST. Generacion de patrones de prueba: exhaustiva,
pseudo random, segmentacion légica. Arquitectura especificas.

9. Técnicas de hardware tolerante a fallas. Conceptos basicos. Aplicacion de codigos detectores y correctores
de error. Circuitos de prueba y auto-prueba.

BIBLIOGRAFIA

1. Essentials of Electronic Testing: for Digital, Memory & Mixed-Signal VLSI Circuits, Michael L. Bushnell and
Vishwani D. Agrawal,2002, Kluwer Academic Publishers,ISBN e-book 0-306-47040-3, Print: 0-792-37991-8

2. Synthesis and Optimization of Digital circuits, De Micheli Giovanni, 1994, McGraw-Hill International Editions,
ISBN 0-07-113271-6.
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3. Digital Logic Testing and Simulation, Alexander Miczo, 2003, Wiley-Interscience, ISBN 0-471-43995-9.

4. Digital Systems Testing and Testable Design, Abramovici M., Breuer M., Friedman A, 1990, IEEE Press,
ISBN 0-7803-1062-4.

5. Boundary Scan Test, A Practical Approach, Bleeker H., van den Eijnden P., de Jong F, 1993, Kluwer
Academic Publishers, ISBN 0-7923-9296-5.

6. Testing of Digital Systems, N.K. Jha, S. Gupta, Cambridge University Press, ISBN 0521773563.

7. Diversos numeros de |IEEE Design and Test of Computers

REGIMEN DE CURSADA

Metodologia de ensefianza
Clases tedrico-practicas.

Modalidad de Evaluacién Parcial

La evaluacion del aprendizaje se logra mediante una evaluacion parcial escrita, la cual cuenta con dos fechas de
recuperacion.

Existe, una evaluacion final o coloquio integrador, que podra ser rendido como méaximo en 3 oportunidades.
Para rendir la evaluacién final o coloquio integrador, el alumno debe haber aprobado la evaluacion parcial y
entregado los practicos obligatorios de los temas que se le asignaron
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CALENDARIO DE CLASES

Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo

Fecha entrega
Informe TP

Bibliografia
basica

<1>
09/03 al 14/03

Sintesis de
circuitos
combinatorios

Sintesis de circuitos
combinatorios

De Micheli
Giovanni,
Sysnthesis
and
Optimization
of Digital
circuits

<2>
16/03 al 21/03

Sintesis de
circuitos
combinatorios

Sintesis de circuitos
combinatorios

De Micheli
Giovanni,
Sysnthesis
and
Optimization
of Digital
circuits

<3>
23/03 al 28/03

Simulacién de
circuitos
l6gicos

Simulacion de
circuitos logicos

De Micheli
Giovanni,
Sysnthesis
and
Optimization
of Digital
circuits

<4>
30/03 al 04/04

Modelado de
fallas

Modelado de fallas

Modelado de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<5>
06/04 al 11/04

Modelado de
fallas

Modelado de fallas

Modelado de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<6>
13/04 al 18/04

Simulacién de
fallas

Simulacién de fallas

Simulacién de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<7>
20/04 al 25/04

Deteccion de
fallas

Deteccion de fallas

Deteccion de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems”

<8>
27/04 al 02/05

Disefio para
la deteccion
de fallas

Disefio para la
deteccion de fallas

Disefio para la deteccion de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
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Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo

Fecha entrega
Informe TP

Bibliografia
béasica

Digital
Systems”,
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<9>
04/05 al 09/05

Disefio para
la deteccion
de fallas

Disefio para la
deteccion de fallas

Disefio para la deteccion de fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems”,
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<10>
11/05 al 16/05

evaluacion
parcial

<11>
18/05 al 23/05

Técnicas de
compresion

Técnicas de
compresion

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<12>
25/05 al 30/05

Técnicas de
compresion

Técnicas de
compresion

Técnicas de compresion

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<13>
01/06 al 06/06

BIST (Built-in-
self-test)

BIST (Built-in-self-
test)

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems”,
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<14>
08/06 al 13/06

BIST (Built-in-
self-test)

BIST (Built-in-self-
test)

BIST (Built-in-self-test)

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
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Semana

Temas de
teoria

Resolucion
de problemas

Laboratorio

Otro tipo

Fecha entrega
Informe TP

Bibliografia
béasica

M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<15>
15/06 al 20/06

Técnicas de
hardware
tolerante a
fallas

Técnicas de
hardware tolerante
a fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design

<16>
22/06 al 27/06

Técnicas de
hardware
tolerante a
fallas

Técnicas de
hardware tolerante
a fallas

N.Jha,
S.Gupta,
"Testing of
Digital
Systems",
Abramovici
M., Breuer
M., Friedman
A. Digital
Systems
Testing and
Testable
Design
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CALENDARIO DE EVALUACIONES

Evaluacion Parcial

Oportunidad Semana Fecha Hora Aula
1° 10 07/05 19:00

2 12 21/05 19:00

3° 02/07 19:00

40
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